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équipements électriques en pratique médicale.
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CEl 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
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Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILLAGE DE COMMANDE A BASSE TENSION

Deuxiéme partie: Contacteurs a semi-conducteurs (contacteurs statiques)

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes
ou dont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questtons, expriment dans 1 nde mepure possible
un dccord international sur les sujets examinés. ‘

2) Ces|décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme Comitds nationaux.

3) Daif Hoptent dans
leurp re e permettent.
Tou du possible,
étreli
La pgré 7 dela CEI:

Appargi

Un
nationgi

. Un deuxiéme projet fut diffusé pux Comités
ivant la Procédure Accélérée en juin 1978;|a la suite de

quoi, u ié j a ut oumis,a I'approbation des Comités nationagx suivant la
Régle ¢ i
Des ifications, : B enira ises a I’approbation des Comités nationayix suivant la
Proced e 5
Les ité i d 2 ¥ S¢ son oncésexplicitement en faveur de la publication: -
République Démocratique
Allemande
Roumanie
Royaume-Uni
Suéde
Suisse
Turquie

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
Pays-Bas Yougoslavie

Autres [publications dea, CE] citées dans la présente norme:

blicitions n°s 60-2:  Techniques des essais d haute tension, Deuxiéme partie: Modalités d’essais.

65: Régles de sécurité pour les apparells électroniques et appareils associés a usage domestique ou a
usage général analogue, reliés a un réseau.

144: Degrés de protection des enveloppes pour I’ apparelllage a basse tension.

147-0: Valeurs limites et caractéristiques essentielles des dispositifs a semi-conducteurs et principes
généraux des méthodes de mesure, Partie zéro: Généralités et terminologie.

158-1: Appareillage de commande a basse tension, Premiére partie: Contacteurs.
Comprenant les Compléments A et B.

664:  Coordination de I'isolement dans les systémes (réseaux) a basse tension y compris les distances
d’isolement dans Iair et les lignes de fuite des matériels.

664A: Premier complément.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
LOW-VOLTAGE CONTROLGEAR
Part 2: Semiconductor contactors (solid state contactors)
FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National ommittees having a special interest therein are represented, express, as nearly as pogsible, interngtional
consensus jof opinion on the subjects dealt with.

2) They have] the form of recommendations for international use and they are accepted by the/} n that
sense.

3) In order t¢ promote international unification, the 1 EC expresses the wish that all Nafiona iftee pt the
text of thg il permit\A ivegence
between the I EC recommendation and the corresponding national rules should; ible, be ted in
the latter.

This standard has been prepared by Sub-Commitsée N7B: Lonyolta i hnical
Committee No. 17: Switchgear and Controlgear.

A first drpft was discussed at the meeting held in tional
Committees, pnd replaced later on by a third draft cip er the - ult of
which a fourth draft, Document 17B(Central Office)106, w. i 3 he Six
Months’ Ruld in May 1979.

Amendments, Document 17B(Central Office ; : e Two
Months’ Prodedure in March 198

The Natiopal Committees of t}

Argentina, South Africa (Republic of)
Australia Spain
Austria Sweden
Belgium Switzerland
Bulgaria Turkey
China Union of Soviet Socialist Republics
Japan United Kingdom
Netherlands United States of America
Romania Yugoslavia

Other 1E C publicgtions quoted/in this standard:

Publicatlons Nos 60-2:  High-voltage Test Techniques, Part 2: Test Procedures.

65: Safety Requirements for Mains Operated Electronic and Related Apparatus for Household
and Similar General Use.

144:  Degrees of Protection of Enclosures for Low-voltage Switchgear and Controlgear.

147-0: Essential Ratings and Characteristics of Semiconductor Devices and General Principles of
Measuring Methods, Part 0: General and Terminology.

158-1: Low-voltage Controlgear, Part 1 : Contactors.
Including Supplements A and B.

664:  Insulation Co-ordination within Low-voltage Systems including Clearances and Creepage
Distances for Equipment.

664A: First Supplement.
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APPAREILLAGE DE COMMANDE A BASSE TENSION

Deuxiéme partie: Contacteurs a semi-conducteurs (contacteurs statiques)

Geéneralites

Domaine d’application

La présente norme est applicable aux contacteurs & semi-conducteurs destinés a effectuer des

manceuvres electriques en changeant 1etat des
passant a I’état bloque.

destiné a étre relié a des circuits dont la tensio
alternatif ou 1 500 V en courant continu.

Objet

Voir@

ser de 1’état

ande a basse

Kte toujours

rincipal est
en courant

protection des

ybrides, qui
I pour leur

Appareil de connexion congu pour établir le courant dans un circuit é‘ectrique en

commandant la conductibilite d'un semi-conducteur.

Note. — Dans un circuit ot le courant passe par la valeur zéro (de fagon périodique ou autre), le fait de ne pas établir

le courant aprés passage par cette valeur zéro équivaut A couper le courant.

2.1.2  Appareil mécanique de connexion

Voir Publication 158-1 dela CEL

* Chaque fois qu'il est fait référence a la Publication 158-1 de la CEI, l'article portant le méme numéro est applicable,
éventuellement modifié par le texte qui suit, sous réserve de remplacer le mot « contacteur» par «contacteur & semi-

conducteurs ».
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LOW-VOLTAGE CONTROLGEAR

Part 2: Semiconductor contactors (solid state contactors)

1. General

1.1

1.2

2.1
2.1.1

SCO

Scope

S—

This standard applies to semiconductor contactors intended for p

Opgratro 9" ANEINE the state of eie ’ petweero ate-amd

by this standard.

It applies only to semiconductor contactors, the mai

conpnected to circuits, the rated voltage of which does n

Notd

Objke

Def
S4

erforming electrical

btection

by the

of the

A-switching device designed to make the current in an electric circuit by means

controlled conductivity ol a semiconductor.

Note. — In a circuit where the current passes through zero (alternately or otherwise), the effect of “not making™ the

current following such a zero value is equivalent to breaking the current.

2.1.2  Mechanical switching device

See IEC Publication 158-1.

* Whenever reference is made to IEC Publication 158-1, the clause with the same clause number applies, in some
instances modified by the text which follows, it being understood that the word “contactor” shall be replaced by

“semiconductor contactor”.
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2.1.3  Appareillage de commande
Voir Publication 158-1 dela CEL

2.1.4  Contacteur (mécanique)

Voir Publication 158-1 dela CEL

2.1.5 Semi-conducteur (paragraphe 0-1.1 de la Publication 147-0 de la CEI¥)

158-2 © CEIT 1982

Matériau dont la résistivité est normalement comprise entre celle des métaux et celle des
isolants, et dont la concentration de porteurs de charge électrique croit avec la température dans

une certaine plage de températures.

2.1l6 Contacteur a semi-conducteurs

Dispositif qui remplit la fonction d’'un contacteur en utilisap
semi-conducteurs.

2.117 Contacteur a semi-conducteurs hybride

mécanique.
2.1§8 (Disponible)
2.1/9 (Disponible)

emi-conducteurs)

2.1{13</Courant coupé (d’un contacteur a semi-conducteurs)

connexion a

'Iln de semi-
est assurée

in dispositif

{’un contacteur a semi-conducteurs insérées dans le circuit

Terme général employé pour désigner la valeur du courant dans un péle de contacteur a

semi-conducteurs:

a) en courant alternatif, valeur efficace du courant immédiatement avant le passage de I’état

passant a I’état bloqué;

b) en courant continu, valeur du courant juste avant le début du blocage.

* Valeurs limites et caractéristiques essentielles des dispositifs 4 semi-conducteurs et principes généraux des méthodes

de mesure, Partie zéro: Généralités et terminologie.
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2.1.3  Controlgear
See I EC Publication 158-1.

2.1.4 Contactor (mechanical)

See IEC Publication 158-1.

2.1.5 Semiconductor (Sub-clause 0-1.1 of I EC Publication 147-0%*)

A material with resistivity usually in the range between metals and insulators, in which the
electrical charge carrier concentration increases with increasing temperature over a certain
temperature range.

2.1.6  Semiconductor contactor

A device which performs the function of a contactor by utilizing 2 ritching

deyice.

Noje. — A semiconductor contactor may also contain mechanical switching dévices:

2.1.7 Hybrid semiconductor contactor

A device which performs the function of a contactor by i f semi-

deyice while the current-carrying duty.is take

2.1.8 (Yacant)

2.19

or contactor included in the circuit it is designed to

2.1.12

2.1.13

Breaking current (of a semiconductor contactor)

A general term used to designate the value of current in a pole of a semiconductor contactor:

a) for a.c, the r.m.s. value of the current immediately before the change from the “on-state” to
the “off-state™;

b) for d.c., the value of the current just before the turn-off is initiated.

* Essential Ratings and Characteristics of Semiconductor Devices and General Principles of Mcasu_ring Methods, Part 0:
General and Terminology.
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2.1.14  Pouvoir de coupure (d’un contacteur a semi-conducteurs)

158-2 © CET 1982

En courant alternatif, valeur efficace du courant coupé maximal d’un contacteur a semi-
conducteurs qui cesse de passer lorsque la commande de conduction est retirée et, en courant
continu, le courant maximal susceptible d’étre interrompu lorsque le signal de blocage est
appliqué et le signal de conduction retiré, 4 une valeur de tension déterminée, dans des

conditions prescrites d’emploi et de fonctionnement.

2.1.15 Pouvoir de fermeture

Voir Publication 158-1 dela CEIL

2.1.16 Tension de rétablissement

Voir Publication 158-T dela CET.

2.1.16.1 Tension transitoire de rétablissement

Voir Publication 158-1 dela CEL

2.1)16.2  Tension de rétablissement a fréquence industrielle
Voir Publication 158-1 de la CEL

2.1Jt7 Courant de courte durée admissible

nement.

2118 Surintensité

2.1

dela CEL

2,121, Distance d’isolement entre piles

pendant un
e fonction-

Voir Publication 158-1 dela CEL

2.1.21.2 Distance d’isolement a la terre

Voir Publication 158-1 de la CEL
2.1.21.3 (Disponible)

2.1.22 Ligne de fuite
Voir Publication 158-1 dela CEL
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2.1.14  Breaking capacity (of a semiconductor contactor)

For a.c., the r.m.s. value of the maximum breaking current of a semiconductor contactor
which will cease to flow when the control initiating the “on-state” is removed and for d.c., the
maximum current that can be turned off when the “turn off” signal is applied and the “turn
on” signal is removed, at a stated value of voltage under prescribed conditions of use and

behaviour.

2.1.1S  Making capacity
See 1 EC Publication 158-1.

2.1.16  Recovery voltage

bee 1 £ C Publication 15s-1.

2.1.16.1 | Transient recovery voltage

$ee 1 EC Publication 158-1.

2.1.16.2 | Power-frequency recovery voltage
$ee I EC Publication 158-1.

2.1.17 Bhort-time withstand current

The current that a semiconductg ecified

shgrt-time under prescribed conditiors

2.1.18 Qver-current

$ee IEC Publication

2.1.19 Qverload

2.1.20

2.1.21

2.1.21.1 | Clearance between poles

See I EC Publication 158-1.

2.1.21.2 Clearance to earth
See I EC Publication 158-1.

2.1.21.3 (Vacant)

2.1.22 Creepage distance
See I EC Publication 158-1.
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2.1.23  Partie conductrice accessible (masse)

Partie conductrice, susceptible d’étre touchée directement, qui n’est pas sous tensien en
service normal mais qui peut le devenir en cas de défaut.

Note. — Les parties conductrices accessibles les plus caractéristiques sont les parois des enveloppes, les poignées de
mancuvre, etc.

2.1.24 Température de l'air ambiant

Voir Publication 158-1 dela CEL

2.1.25 Courant maximal d’'un demi-cycle a I'état passant

Valeur de créte du courant que peut supporter un contacteur a semi-conducteurs a I'état
passant pendant une durée égale a celle dun demi-Cycle de a tension~d alimgntation sans
perdre la capacité de fonctionnement pour laquelle il est prévu.

21126 Courant de fuite I} a l'état bloqué

Courant maximal que laisse passer le circuit principal pnducteurs a

I’état bloqué.

21127 Courant minimal de charge

Courant minimal de fonctionnement ctionnement

correct d’'un contacteur a semi-

Note. — 11 est recommandé d’indique

2.2| Définitions relatives aux états, ande et aux circuits auxiliaires d'yun contacteur

a semi-conducteurs

1

Etat inactif

€.

ines, diodes,
autre que le
oupure d’un

Ensemble des parties conductrices (conducteurs, resistances, condensateurs, contacts, diodes,
etc.) d’un contacteur a semi-conducteurs destinées a étre insérées dans un circuit autre que le
circuit principal et les circuits de commande du contacteur & semi-conducteurs.

Note. — Certains circuits auxiliaires répondent & des prescriptions supplémentaires concernant, par exemple, la signa-

lisation, le verrouillage, le refroidissement, etc., et, 4 ce titre, ils peuvent faire partie du circuit de commande
d’un autre appareil de connexion.

2.2.5 Contact auxiliaire

Contact inséré dans un circuit auxiliaire d’'un contacteur a semi-conducteurs et manceuvré
par le contacteur.
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2.1.23  Exposed conductive part

A conductive part which can be touched readily and which normally is not live, but which
may become live under fault conditions.

Note. — Typical exposed conductive parts are walls of enclosures, operating handles, etc.

2.1.24  Ambient air temperature

See I EC Publication 158-1.

2.1.25 Maximum on-state current for one-half a cycle

' The peak value of the current which a semiconductor contactor can carry in the on-state for
aff acycle of the supply voltage without fosing its ability to perform as intended

2.1.26 |Off-state leakage current I,

The maximum current which flows through the main circui rctor in

th¢ off-state.
2.1.27 Minimum load current

The minimum operational current in the main ¢i ecessary for correct a¢tion of

22 De

22.1 I[;

222 (
ctuTs, resistors, capacitors, coils, diodes, etc.) of a sgmicon-
dl.:[:t ificluded in a circuit (other than the main circuit) psed to
initiate tHe making \andbreaking operation of the semiconductor contactor.

223 (3

224 4

Al the conductive parts (Conduclors, Tesistors, capacitors, contacts, diodes, eic.) of a
semiconductor contactor intended to be included in a circuit other than the main circuit and the
control circuits of the semiconductor contactor.

Note. — Some auxiliary circuits serve supplementary requirements such as signalling, interlocking, cooling, etc. and, as
such, they may be part of the control circuit of another switching device.

2.2.5 Auxiliary contact

A contact included in an auxiliary circuit of a semiconductor contactor and operated by the
contactor.
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2.2.8 Etat passant
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Etat d’un contacteur a semi-conducteurs lorsque le courant de conduction peut passer par

son circuit principal.

229 Etat bloqué

Etat d’un contacteur a semi-conducteurs lorsque aucun signal de commande n’est appliqué et
qu’aucun courant de valeur supérieure a celle du courant de fuite I, a Iétat bloqué ne passe par

son circuit principal.

2.3

Note. — Lorsqu’ils sont & Iétat bloqué, les contacteurs a semi-conducteurs ne peu
contacts dans le circuit principal. En conséquence, le circuit principal

é&tant sous tension.

.10 Manceuvre (d’un contacteur d semi-conducteurs)

Passage de ’état passant a I’état bloqué ou I'invers

.11 Cycle de manceuvres (d’'un contacteur a semi-

Note. — Une suite de mancuvres
d’opérations).

12 Manceuvre d’établissement

Ma

e séparation des
onsidéré comme

reuvres (ou série

ttat bloqué a

ser le contacteur 4 semi-conducteurs de I’état passant a

ystéme de refroidissement, les contacteurs 4 semi-conducteurs peuvent €tre classés
entés catégories, par exemple ventilation naturelle, ventilation forcée, refroidissement

par liquide. Le systéme de refroidissement est considéré comme faisant partie de I'appareil.

33

4.1

Suivant le degré de protection procuré par I'enveloppe. Tous les détails sont donnés dans la
Publication 144 de la CEI: Degrés de protection des enveloppes pour I'appareillage & basse

tension.

Caractéristiques des contacteurs a semi-conducteurs

Enumeération des caractéristiques

Voir Publication 158-1 de la CEL
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2.2.6 (Vacant)
2.2.7 (Vacant)

2.2.8 ON-state

The condition of a semiconductor contactor when the conduction current can flow through
its main circuit.

2.2.9 OFF-state

The condition of a semiconductor contactor when no control signal is applied-and no current
exceeding the OFF-state leakage current I; flows through the main circuit.

No]e. — Semiconductor contactors may not provide in the OFF-state a contact gap in th
main circuit on the load side shall be considered to be live.

fore, the

2.2.10 QPperation (of a semiconductor contactor)

The transition from the ON-state to the OFF-state or the

ahd backto thefirst state.
cycle is(refe to.asdn operating series.

2211 QOperating cycle (of a semiconductor contactor)

A succession of operations from one state to the

Note. — A succession of operations not forpfingan ope

2.2.12 Making operation

An operation by whi
ON-state.

2.2.13  Breaking operatio
An opera@b

ORF-state.

to the

to the

3.1 (Vag

3.2 Acdordingtothe cooling system, semiconductor contactors can be divided into different groups,
for example natural cooling, forced air cooling, liquid cooling. The cooling system is congidered
as a part of the device.

3.3 According to the degree of protection provided by the enclosure. Full details are given in IEC
Publication 144: Degrees of Protection of Enclosures for Low-voltage Switchgear and
Controlgear.

4. Characteristics of semiconductor contactors

4.1 Summary of characteristics

See IEC Publication 158-1.
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42  Type du contacteur a semi-conducteurs

11 est nécessaire d’indiquer:

42.1 Nombre de péles

4,22 Nature du courant

Voir Publication 158-1 de la CEL
4.2.3 (Disponible)

42.4 (Disponible)

158-2 © CEI 1982

4.3| Valeurs assignées

Les valeurs assignées relatives a un contacteur a semi-cond
valeurs assignées énumeérées.
431  Tensions assignées
Un contacteur a semi-conducteurs est défi

4.3]1.1 Tensions d’'emploi assignées

Voir Publication 158-1 de la ©

4312 Tension d ‘isolement assignée

ir Publication 158-1B de la CEL

4.312:3V" Courants d’emploi assignés ou puissances d’emploi assignées

pnées suivante§:

orvent &re indiquées

sciffer toutes les

Voir Publication 158-1B de la CEL

4.3.3 Fréquence assignée

Voir Publication 158-1 de la CEI.

43.4 Service assigné

Les services assignés considérés comme normaux sont les suivants:
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4.2  Type of semiconductor contactor

The following shall be stated:

42.1 Number of poles

4.2.2 Kind of current
See IEC Publication 158-1.

423 (Vacant)

4.24 (Vacant)

4.3 Rated values

e rated values established for a semiconductor contactor shall be/st
Sup-clauses 4.3.1 to 4.3.8, but it is not necessary to establish all rateq

4.3.1 Rated voltages

I semiconductor contactor is defined by the followjrig

4.3.1.1 |Rated operational voltages
Bee TEC Publication 158-1.

4.3.1.2 |Rated insulation voltage

ed by the following rated currents:

43.2.1

4322

4.3.2.3 |Rated operational currents or rated operational powers

See IEC Publication 158-1B.

43.3 Rated frequency
See IEC Publication 158-1.

434 Rated duty

The rated duties considered as normal are as follows:
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4341 Servicede8h

Service dans lequel le contacteur & semi-conducteurs demeure en I’état passant, tout err étant
parcouru par un courant constant, pendant une durée assez longue pour qu’il puisse atteindre
Péquilibre thermique mais ne dépassant pas 8 h sans interruption.

Note. — Ce service est le service de base d’aprés lequel le courant thermique assigné de I'appareil est déterminé.

43.4.2 Service ininterrompu
Service dans lequel le contacteur a semi-conducteurs demeure en I’état passant tout en étant

parcouru par un courant constant, pendant des durées supérieures a 8 h (des semaines, des mois
ou méme des années).

Note. — En ce qui concerne les contacteurs a semi-conducteurs, la différence entre le service ininterrompu et le service
de 8 h peut ¢tre négligeable. 1T Peur &re TeT Compte tu Service Immterrompy soitya *adoption d’un facteur

de déclassement, soit par des réalisations spéciales.

43.43 Service intermittent périodique ou service intermittent

Service dans lequel le contacteur & semi-conducteurs ¢ : agsant pendant des
durées ayant une relation définie par rapport aux durées pe ; ils ne sont

Le service intermittent est caractérisé par Jes valgurs %€ ourant durant [la période de
marche, la durée de passage du courant € ¢ facteur demarche, qui est le rapport entre la
durée de passage du courant gt 13 ¢ totale, souve Q i€ par un pourcenta, ‘

sage d’un courant de 100 A pendant 4 min
ervice intermittent 100 A; 4 min/10 min» ou

porte(unfacteur de s variable en vue de faire varier la valeur effectife d’'une quantité
A semi-Cenducteurs (la température d’'un four par exemple), il [est aussi appelé
e3 de la CEI relatives aux gradateurs a thyristors pour cpurant alternatif)

e_de cycles de manceuvres (voir paragraphe 2.2.11) qu’ils| doivent étre

asse 01 : jusqu’a 12 cycles de manceuvres par heure;
= Classe’0,3: jusqu’a 30 cycles de manceuvres par heure;
— Classe 3: jusqu’a 300 cycles de manceuvres par heure;
— Classe 10: jusqu’a 1 200 cycles de manceuvres par heure;
— Classe 30: jusqu’a 3 000 cycles de manceuvres par heure;
— Classe 100: jusqu’a 12 000 cycles de manceuvres par heure;
— Classe 300: jusqu’a 30 000 cycles de manceuvres par heure;
— Classe 1 000: jusqu’a 120 000 cycles de manceuvres par heure;
— Classe 3 000: jusqu’a 300 000 cycles de manceuvres par heure.

Pour un service intermittent comportant un grand nombre de cycles de manceuvres par
heure, le constructeur doit indiquer les valeurs des courants d’emploi assignés, soit en utilisant


https://iecnorm.com/api/?name=c687eb2a7188ef90fb4c56ad39268487

158-2 © 1EC 1982 — 21 —

43.4.1 Eight-hour duty

Duty in which the semiconductor contactor remains in the on-state while carrying a steady
current long enough to reach thermal equilibrium but for not more than 8 h without inter-
ruption.

Note. — This is the basic duty on which the rated thermal current of the apparatus is determined.

43.4.2 Uninterrupted duty

Duty in which the semiconductor contactor remains in the on-state while carrying a steady
current without interruption for periods of more than 8 h (weeks, months or even years).

Note. — For semiconductor contactors, the difference between uninterrupted duty and 8 h duty may be negligible.
ninterrupted duty can be taken account Of either by a derating i i Tdeyations.

4.3.4.3 | Intermittent periodic duty or intermittent duty

paring a
icdnductor

Duty in which the semiconductor contactor remains in the
d¢finite relation to the no-load periods, both periods being t
cqntactor to reach a thermal equilibrium.

Intermittent duty is characterized by the actual valugs o ént_during the on-ldad time
périod, the duration of the current flow andthe : [ the in-
service period to the entire period, ¢ ¢

G0 A for 4 min every 10 pin may
10 min” or “intermittent duty 100 A, six

operating cycles per hour 400/% . v
: are 15%5-25%, 40% and 60%.

& oirload factor in order to vary the effective value of & quantity
entactor (e.g. the temperature of an oven), it is also called “multicycle
a,¢. power controllers) (under consideration), and is not govered by

er of operating cycles (see Sub-clause 2.2.11) which they shall be
ef hour, semiconductor contactors are divided into the following

—t . Class 0.3: up to 30 operating cycles per hour;
——Class Hupto120-operatingeycles-per-hour;

— Class 3: up to 300 operating cycles per hour;

— Class 10: up to 1 200 operating cycles per hour;

— Class 30: up to 3 000 operating cycles per hour;

— Class 100: up to 12 000 operating cycles per hour;
— Class 300: up to 30 000 operating cycles per hour;
— Class 1 000: up to 120 000 operating cycles per hour;
— Class 3 000: up to 300 000 operating cycles per hour.

For intermittent duty with a large number of operating cycles per hour, the manufacturer
shall indicate the values of the rated operational currents, either in terms of the true cycle if this
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le cycle réel si celui-ci est connu, soit en utilisant des cycles conventionnels qu’il indiquera, soit
sous forme d’un diagramme de charge.

Note. — L’annexe E montre la méthode préférentielle de présentation d’un diagramme de charge.

4344 Service temporaire

Service dans lequel le contacteur a semi-conducteurs demeure en I’état passant pendant des
durées qui ne sont pas suffisamment longues pour permettre au contacteur a semi-conducteurs
d’atteindre 1’équilibre thermique, les périodes de passage de courant étant séparées par des
périodes sans courant d’'une durée suffisante pour rétablir I'égalité de la température avec celle
du milieu refroidissant.

Les valeurs normales du service temporaire sont de 10 min, 30 min, 60 min et 90 min.

4.1.5 Pouvoirs de fermeture et de coupure

pouvoirs de

35).

43.5.1 Pouvoir de fermeture assigné

Le pouv01r de fermeture ass1gne d’un contaete 1 ne valeur de

excessif de ses caractéristiques correspondantes, da C gpécifiées.

— la tension entre pdles avant
— les caractéristiques du circ

onction de la tension d’emploi gssignée et du
e d’emploi, conformément au tableau IL

deture assigné s’exprime par la valeur gfficace de la

aleur,de créte du courant pendant les premiéres demi-périodgs qui suivent la
a semi-conducteurs peut étre, suivant le facteur de puissance du dircuit et I’instant
s'effectue la fermeture, notablement supérieure 4 la valeur de créfe du courant en
ans la définition du pouvoir de fermeture.

- onducteurs doit étre capable d’établir un courant correspondant p la composante
ourant qui définit son pouvoir de fermeture, quelle que soit la valeur de la composante

Le pouvoir de coupure assigné d’un contacteur a semi-conducteurs est une valeur de courant
que le contacteur & semi-conducteurs peut couper sans changement excessif de ses caractéris-
tiques dans des conditions de coupure spécifiées sous la tension d’emploi assignée.

Les conditions de coupure qui doivent étre spécifiées sont:

-— les caractéristiques du circuit d’essai;
— la tension de rétablissement.

Le pouvoir de coupure assigné est exprimé en fonction de la tension d’emploi assignée et du
courant d’emploi assigné, ainsi que de la catégorie d’emploi, conformément au tableau IL
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is known, or in terms of conventional cycles designated by him, or in the form of a load
diagram.
Note. — Appendix E shows the preferred method of presenting a load diagram.

43.4.4 Temporary duty

Duty in which the semiconductor contactor remains in the on-state for periods of time insuf-
ficient to allow the semiconductor contactor to reach thermal equilibrium, the current-carrying
periods being separated by no-load periods of sufficient duration to restore equality of

temperature with the cooling medium.

Standard values of temporary duty are 10 min, 30 min, 60 min and 90 min.

43.5 Making and breaking capacities
ities, in

ad

4.3.5.1 | Rated making capacity
ermined
under steady-state conditions which the semicon, i | undue
ch ; 3

metrical

cqmponent of thecu

during the first half-cycles following closing of the semifonductor
¢r than the peak value of the current under steady-state condifions used
, depending on the power-factor of the circuit and the instant on the

Ngtes 1. — Fo

g all be capable of making on a current corresponding to the syfnmetrical
ich defines its making capacity, whatever the value of the asymmetrical cpmponent
its which result from power-factors indicated in Table II.

capacity is only valid when the semiconductor contactor is opefated in

agcordancewith the requirements of Sub-clause 7.5.

4.3.5.2 | Rated breaking capacity

The rated breaking capacity of a semiconductor contactor is a value of current which the
semiconductor contactor can break without undue change of its characteristics, under specified

breaking conditions at the rated operational voltage.
The breaking conditions which shall be specified are:

— the characteristics of the test circuit;
— the recovery voltage.

The rated breaking capacity is stated by reference to the rated operational voltage and rated
operational current and to the utilization category, according to Table IL.
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4.3.5.3 Aptitude a supporter les courants de surcharge

4

Voir Publication 158-1Bdela CEL
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Un contacteur a semi-conducteurs doit étre capable de couper n'importe quelle valeur de
courant de charge jusqu’a son pouvoir de coupure assigné le plus élevé, conformément au
paragraphe 4.3.6.

En courant alternatif, le pouvoir de coupure assigné s’exprime par la valeur efficace de la
composante symétrique du courant.

Cette caractéristique assignée s’applique lorsque la température de démarrage du contacteur
a semi-conducteurs est a la température d’équilibre thermique correspondant au courant
d’emploi assigné, a la température ambiante maximale spécifiée au paragraphe 6.1.1.

.6 Catégorie d’emploi
Voir Publication 158-1 de la CEL

TABLEAU

Catégo?:/(i’eWK

W /ﬁp%tlcéaraetensﬂques

Catégorie
© AC-1 Wem inductives, fours a résistances
Courant AC-2 D arrage, inversion de marche ).
alternatif AC3 e, coupure des moteurs lancés.

ge, inversion de marche ), marche par fa-coups?.

Courant

oteuts shunt: Démarrage, inversion de marche D), marche par
Moteurs'série: Démarrage, coupure des moteurs lancés.
telrs série: Démarrage, inversion de marche!), marche par a

A

\j
ers ou faiblement inductives, fours a résistafces.
< Démarrage, coupure des moteurs lancés.

-coups?).

coups?2.

t

S
Wnd P’arrét ou I'inversion rapide du sens de rotation du moteur en
tion oteur pendant que celui-ci tourne.

on entend une commande caractérisée par une ou plusieurs fermety

que T'application des contacteurs & semi-conducteurs a la commande de con

filament de tungsténe, ou de circuits & courant continu a trés faible inductang
dan accord spécial entre le constructeur et I'utilisateur.

bermutant des

ires bréves et

Hensateurs, de
e fasse 'objet

4.3.7 (Disponible)

4.3.8 Endurance

Un contacteur a semi-conducteurs est caractérisé par le nombre de cycles de manceuvres en
charge correspondant aux conditions de service du tableau III, 4 une fréquence de manceuvres
et un facteur de charge déterminés qu’il est susceptible d’effectuer sans réparation ni rempla-
cement et aussi sans avarie ni changement des caractéristiques de fonctionnement correspon-
dantes.
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A semiconductor contactor shall be capable of breaking any value of the load current up to
its highest rated breaking capacity according to Sub-clause 4.3.6.

For a.c., the rated breaking capacity is expressed by the r.m.s. value of the symmetrical
component of the current.

This rating applies when the starting temperature of the semiconductor contactor is at the
thermal equilibrium temperature corresponding to the rated operational current, at the
maximum ambient temperature specified in Sub-clause 6.1.1.

4.3.5.3  Ability to withstand overload currents
See 1 EC Publication 158-1B.

43.6 Urlization category
See I EC Publication 158-1.

TaBLE 1

Urtilization cat/gﬁr)\
Category ﬂ\/% t‘plm&ns

AC-1

Wremstance furnaces.
AC AC-2 ing ),
e AC-3 itching off motors dunng running.
ACH4 ugging 1), inching ),

3—
or shgh y inductive loads, resistance furnaces.
otors: , switching off motors during running.

tors:Starting, plugging !), inching?.

NS
@ reversing the motor rapidly by reversmg motor primary conngctions

s under ood energizing a motor once or repeatedly for short periods to obtair] small

catlon f semlconductor contactors to the sthchmg of capacitors, tungsten filament lamps, or

43.7 (Vacant)

43.8 FEndurance

A semiconductor contactor is characterized by the number of on-load operating cycles, corre-
sponding to the service conditions given in Table III, at a stated frequency of operation and
on-load factor, which can be made without repair or replacement and also without failure or
change in its relevant operating characteristics.
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TasLEAU 11
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Vérification des pouvoirs de fermeture et de coupure assignés (voir paragraphe 824)
Conditions d’établissement et de coupure correspondant aux diverses catégories d’emploi V)

Valeur
Catégorie du courant d’emploi Conditions d’essai
assigné
I, UU, | cosge?
h=1
g AC-1 (Toutes valeurs) 1,5 11 0,95
o AC-2 (Toutes valeurs) 4 1,1 0,65
= £ F<t7A 16 4 0,65
g AC-3 { 17A< I, <100A 10 11 35
3 I.>100A 83) s 0,3
38 L< 17A 12 1 65
AC-4 1ITA<I.<100A 12 1, 0,
I.>100 A 109 1 5\
o

£ (ms)
=
Q
< | pC- -
§ DC-2 } (moteurs 2,5
3 DC-3 J shunt) .25
O DC-4 } (moteurs” 15

DC-5 | série) 15

I, = courant d’emploi
U, = tension d’emplm

S Tolérance sur L/R: +15%.

phe4.3.2.3)
aphe 4

L)

Le constpdcteur doit préciser le nombre de cycles de manceuvres en charge; cgpendant, en

+

taison des propriétés physiques des contacteurs & semi-conducteurs et de leurs circuits de

commande, cette valeur peut étre donnée sous forme d indication et non d un simple nombre,
par exemple « Endurance supérieure 4 20 millions de cycles de manceuvres ».

4.3.9 Aptitude a supporter les influences électriques externes -

Le fonctionnement et I’endurance des contacteurs a semi-conducteurs peuvent étre influencés
par des phénoménes électriques transitoires aussi bien dans les circuits de commande que dans

les circuits principaux.

Les facteurs d’influence peuvent étre classifiés en destructifs ou non destructifs. Le
phénoméne transitoire destructif (tension ou courant) cause des dommages irréversibles au
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TasbLE 11

Verification of rated making and breaking capacities (see Sub-clause 8.2.4)
Conditions for making and breaking corresponding to the several utilization categories ")

Value of the
Category rated operational Test conditions
current
I, U/U, | cosgp?
AC-1 (All values) 1.5 1.1 0.95
AC-2 (All values) 4 1.1 0.65
AC. I.< I7TA 10 1 65 <
AC-3 17TA<I.<100A 10 1.1 ,@.35
I.> 100 A 83) 1.1 .3
I.< 17A 12 L 0.6§
ACH4 17TA< I, <100A 12 I .35 \/
I.> 100 A 105 /& % >
(A U N L/RY
(ms
pc.| DC-1 =
DC-2 } (shunt- (All values 25
DC-3 | motors) (All val 2.5
DC—4}(series All vafues 15
DC-5 J motors) (Allwalues) 15

physical properties of semiconductor contactors and of their control circuits, this value

to the

may be -

given as a guide instead of a single figure, for example “Endurance in excess of 20 million

operating cycles”.

4.3.9 Ability to withstand external electrical influences

The operation and endurance of semiconductor contactors can be influenced by electrical
transients in both the control and main circuits.

The influencing factors may be classified as either destructive or non-destructive. The
destructive transient (voltage or current) causes irreversible damage to the semiconductor
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TasLEAU 11

Vérification du nombre de cycles de manceuvres en charge
Conditions d’établissement et de coupure correspondant aux diverses catégories d’emploi !

Valeur
Catégorie du courant d’emploi Conditions d’essai
assigné
Il UU, | cosg?

=
g
8 AC-1 (Toutes valeurs) 1 1 0,95
= AC-Z (Toutes valeurs) 25 T 635
£ I.<17A 6 0,
5 AC3 { I>17A 6 1 035
O I.<17A 6 NS

ACH4 { L>17A 6 1 3

/ .
» %&Ue R

@
=
o .
ot DC-1 (Toutes valedrs) 1
§ DC-2 (Toutes valgurs), 2
3 DC-3 1 2
© DC-4 1 7,5

DC-5 1 7.5
I, = courant d’emplbi
U, = tension d’emploi
I = courant d’essai

cteurs. La tension transitoire non destructive peut causer in défaut de
contacteur recouvrant son fonctionnement normal aprés la disparition du

ibilité du contacteur a des tensions transitoires dépeind de la valeur de(créte de ces
tensions, de la durée du front et de la durée totale de 'onde de tension, de Iénergie qu'elle
contient et du mode de couplage.

Etant donné que le contacteur a semi-conducteurs contient aussi bien des éléments actifs que
des éléments passifs, il présente une sensibilité complexe aux influences transitoires. Il a donc
été jugé pratique de déterminer, en soumettant les contacteurs 4 des essais de type selon le
paragraphe 8.2.9, le degré d’aptitude des contacteurs a semi-conducteurs a supporter les
phénoménes électriques transitoires qui se produisent dans les environnements industriels.

Dans les configurations ol peuvent se produire des surtensions transitoires d’amplitude ou
de durée supérieure a celle qui est prévue dans les essais du paragraphe 8.2.9, I'utilisateur a la
responsabilité de fournir une protection supplémentaire contre les surtensions.
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Verification of the number of on-load operating cycles
Conditions for making and breaking corresponding to the several utilization categories !

Value of the
Category rated operational Test conditions
current
I, U/U, | cosp?
AC-1 (All values) 1 1 0.95
A AC=2 (At vatues) 25 1 65
I<17A 6 1 /@.65
AC3 { L>17A 6 1 3
I.<17TA 6 1 0.6
AC-4 { I>17A 6 <\\§5 \/
' I, \ u Ue\\ 3) >
<\ \ (m
N\
DC-1 (All values) 1 @ 1
D.C. DC-2 (All values) 5 2
DC-3 (All values 2.5 1 2
DC4 3. ' 7.5
DC-5 2. 7.5

co ive transient voltage may cause a malfunction with the comtactor
ret

Susceptibility_of’ the contactor to transient voltages depends upon the peak value|of the
trapsient, the wave-shape front time and duration, its energy content and the mode of coypling.

Since the semiconductor contactor contains both active and passive elements, it has complex
susceptibility to transient influences. It has been found practicable therefore to determine the
withstandability of semiconductor contactors to electrical transients found in industrial control
environments by subjecting the contactors to type tests according to Sub-clause 8.2.9.

In locations where transient overvoltages of greater magnitude or duration than those
foreseen in the tests of Sub-clause 8.2.9 may occur, it is the responsibility of the user to provide
additional surge protection.
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Note. — Les essais de type, définis au paragraphe 8.2.9, sont destinés a déterminer la capacit¢ du contacteur a semi-
conducteurs a supporter les influences électriques externes. Toutefois, lors de I'installation du contacteur a
semi-conducteurs, il convient de prendre des précautions pour réduire au minimum les influences transitoires
externes dans les circuits de commande externe. Par exemple, il conviendrait de séparer les circuits de
commande des circuits principaux. Lorsqu’il est prévu un couplage serré avec d’autres circuits de commande,
des conducteurs 4 paires torsadées ou sous écran devraient étre utilisés dans les circuits de commande.

Circuits de commande

Les caractéristiques des circuits de commande sont:

— la tension assignée des circuits de commande (U,) (nature et fréquence dans le cas du
courant alternatif);
— la tension d’alimentation de commande assignée (U,) (nature et frequence dans le cas du

courant thrnahf‘\

Notes 1. — Une distinction a été faite, ci-dessus, entre la tension des circuits dg’commande, ghi est|la tension qui
apparaitrait  circuit ouvert entre les bornes d’entrée de la commapde Qu quilser it appligpée aux bornes
d’entrée de la commande pour executer la fonction de ‘comriande la Adension d’ajimentation de

- contacteur a

h raison de la

ieu, sont les

a lieu, sont
d’échauffement
ent satisfaisant sont bakées sur une
e.qui ne soit pas inférieure & 85%|de sa valeur
nande atteint sa valeur la plyis élevée, ni
lde a circuit
te Ul

Réseau

| Charge

520/82

U, = tension externe d’alimentation de commande (s’il y a lieu)
U, = tension externe des circuits de commande

FIGURE 1
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Note. — The type tests, according to Sub-clause 8.2.9, are intended to determine the ability of the semiconductor
contactor to withstand external electrical influences. However, when installing the semiconductor contactor,

precautions should be taken to minimize transient external influences in the external control

circuits. For

example, control circuits should be kept separated from main circuits. Where close coupling with other

control circuits is anticipated, twisted pairs or shielded control circuit conductors should be used.

Control circuits
The characteristics of control citcuits are:

— the rated control circuit voltage (U.) (nature and frequency if a.c.);

— the rated control supply voltage (U,) (nature and frequency if a.c.).

Notds I. — A distinction has been made above between the control circuit voltage, whi

The rated control circuit voltage and rated frequeficy, i
insylation characteristics of the control circuits are ba

Thhe rated control supply voltage 3
operating and temperature-rise cha
ope]

its 1
rate

ch the

h the
rrect

g s y voltage not less than §5% of
its fated value with the highest value ¢ rrent flowing, nor more than 110% of
ircuit shall not exceed 120% [of the

U, = external control supply voltage (if any)
U, = external control circuit voltage

FIGURE 1

sx c [ ) = ]I Load
> ¥
L_ 7L‘ __+ ]
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Réseau
r - Charge
[ Je | D
“;

U, =tensionrd alimentationr de commmarnde

U, = tension interne des circuits de commande

Note. — La tension d’alimentation de commande U peut provenir d’up€

FIGURE 2

[ne.

de la tension

Valeurs préférentielles de la ion gssignée de. ci@'ts dé>commande (U, ) et
d’alimentation de commande assignée (U \si ellessont différentes de celles du circuit principal

‘ourant contin > Courant alterr}atif -
- monophasé
~ gﬁ ™)
i \x\/)\/

k ?,\4{\ 220, 250

24,48, 110, 127, 220

¢) pour chacun des circuits:
— la tension assignée;
— la fréquence assignée, s’il y a lieu;
— le courant assigné;
— le pouvoir de coupure assigné des contacts, s’il y a lieu.

4.6 Coordination avec les dispositifs de protection contre les courts-circuits

A T'étude.

hces présentées a

ire, transistor,
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preferably be chosen from Table I'V. .

Note. — The

441
442 (\

4.5 Auj

a)
b)

)

Preferred values of the rated control cifeuit vol, @2
if different at of the mdin Cir

r - - —— Load
— JLJ > v | |
S — B

U, = control supply voltage
U. = internal control circuit voltage

Note. — Control supply voltage U, may be taken from either an external opA

FIGURE 2

If the rated control circuit voltage is different from th

TABL)

Single-phase a.c.

D.
r% NN
, 48, 11{1\&%0\) 24,48, 110, 127,220
T rep. d\m\}k the value or values of the input impedances present
externa ree Ohsour

acant)

tics of auxiliary circuits are:

the’ number of those circuits;

should

control supply voltage (U;)

ed to the

1 1 1 £ LI T k1 P ;- PR 4 g et $a)
UTCKTIITO O SWRITITII G CIRTIITHS { d-COTIMAUL, UFLUTIIAU LU AT BTUT Uy,

for each of these circuits:

— rated voltage;

— rated frequency, if any;

— rated current;

— rated breaking capacity of the contacts, if any.

4.6 Co-ordination with short-circuit protective devices

Under consideration.
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Note. — La coordination des contacteurs a semi-conducteurs avec des dispositifs de protection contre les courts-
circuits demande une étude particuliére. Il est recommandé qu'une telle étude englobe la protection
nécessaire pour limiter le courant de court-circuit 4 une valeur n’excédant pas la valeur limite du courant de
surcharge accidentelle non répétitif du contacteur & semi-conducteurs pour une demi-période ou la valeur
limite minimale de claquage du contacteur a semi-conducteurs (détérioration du boitier).

5. Plaques signaletiques

Chaque contacteur a semi-conducteurs doit &tre muni d’une plaque signalétique portant les
indications suivantes apposées de fagon indélébile a un endroit tel que ces indications soient
visibles et lisibles lorsque le contacteur & semi-conducteurs est en place:

a) le nom du constructeur ou sa marque de fabrique;

b) ladésignation du type ou le numéro de série;

c) les tensions d’emploi assignées (voir paragraphe 4.3.1.1);

d) la catégorie d’emploi et les courants d’emploi assignés (ou les(puissances as

signées), aux

e 4.3.2.3);

e) soit la valeur de la fréquence assignée, par exemple ~ - icatjon «courant
continu» (ou le symbole ===);

f) si elles sont différentes de celles de U, la nature
tension d’alimentation de commande assignée (

hssignée et la

g) latension d’isolement assignée (voxr pakas
h) le courant thermique conye ;

i) les pouvoirs de fermeture e remplacées,
j) le service assigné avec I'ij y a lieu (voir
paragraphe 4 4)

ans le cas du

sion assignée

erte$ de puissance et le systéme de refroidissement;
rge assigné (voir paragraphe 2.1.27).

gntacteur & semi-conducteurs porte au moins les renseignements aux [points a) et b)
permettant de retfouver les indications complétes chez le constructeur.

Conditions normales de fonctionnement en service

6.1 Conditions.iormales de service

+ - 7 \ 7 . ~

= e capables de
fonctionner dans les conditions normales suivantes.

Pour les conditions de service qui ne sont pas normales, voir ’annexe A.

6.1.1 Température de I'air ambiant

Voir Publication 158-1 de la CEL

6.1.2 Altitude
Voir Publication 158-1 de la CEL
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Note. — Co-ordination of semiconductor contactors with short-circuit protective devices requires special consid-
eration. Such consideration should include the protection required to limit the short-circuit current to not
more than the non-recurring half-cycle surge current rating of the semiconductor contactor or the minimum
rupture (case damage) rating of the semiconductor contactor.

5. Nameplates

Each semiconductor contactor shall be provided with a nameplate carrying the following
data, marked in a durable manner, and located in a place such that they are visible and legible
when the semiconductor contactor is installed: '

a) the manufacturer’s name or trade mark;

b) type designation or serial number;

¢) __rated operational voltages (see Sub-clause 4.3.1.1);
d)| utilization category and rated operational currents (or rated powers
tional voltages of the semiconductor contactor (see Sub-clause 4.3.2.3)
e)| either value of the rated frequency, e.g. ~50 Hz or the indica

, at the rated opera-

symbol

s

f)| if different from U, nature of current, rated frequency 4
Uy- ’

voltage

ifhg shall

hble, by

4.3.4);

1 rated

contactor
ned from

the following standard conditions.

For non-standard conditions in service, see Appendix A.

6.1.1 Ambient air temperature

See I EC Publication 158-1.

6.1.2 Altitude
See IEC Publication 158-1.
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6.1.3 Conditions atmosphériques
Voir Publication 158-1 dela CEL

6.1.4 Conditions d’installation

Le contacteur a semi-conducteurs est installé suivant les indications du constructeur.

Si une distance de sectionnement est exigée dans le circuit principal, elle devra étre obtenue
au moyen d’un appareil de connexion distinct (voir paragraphe 2.2.9).

7. Conditions normales de construction

7.1  Réalisation mécanique

7N1.1  Généralités

Voir Publication 158-1 dela CEL

7.1.2  Distances d'isolement et lignes de fuite

A Pétude. Voir aussi les Publications 664 * et 664A%* de

711.3 Bornes
Voir Publication 158-1 de la CEL

7\11.3.1 Disposition des bornes

Voir Publication 158-1 de 13

7.1.3.2 Borne de terre
Voir Publication] 58

~]

.2 Enveloppes

1.3 {/Echauffement

7.3.1 Résultats a obtenir
Voir Publication 158-1 dela CEL
73.2 Température de l'air ambiant
Voir Publication 158-1 de la CEL
* Coordination de I'isolement dans les systémes (réseaux) 4 basse tension y compris les distances d’isolement dans Pair

et les lignes de fuite des matériels.
** Premier compiément.
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6.1.3  Atmospheric conditions
See I EC Publication 158-1.

6.1.4 Conditions of installation
The semiconductor contactor is installed in accordance with the manufacturer’s instructions.

Where an isolating distance is required in the main circuit, this shall be provided by a
separate switching device (see Sub-clause 2.2.9).

7. Standard conditions for construction

7.1 Mechanical design

7.1.1 |General
See IEC Publication 158-1.
7.1.2 [Clearances and creepage distances

Under consideration. See also I EC Publications 664 * 3

7.1.3 [Terminals

See IEC Publication 158-1.

7.1.3.1 | Arrangement of terminals

See IEC Publication 158-1.

7.1.3.2| Earth terminal

72 H
7.2.1

722

723

1.3 Temperature rise

7.3.1 Results to be obtained
See I EC Publication 158-1.

7.3.2 Ambient air temperature

See I'EC Publication 158-1.

* [nsulation co-ordination within low-voltage systems including clearances and creepage distances for equipment.

** First supplement.
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TaBLEAU IV

Limites d'échauffement des différents matériaux et organes

Limite
d’échauffement
L. (mesures
Nature du matériau effectuées
Désignation de I'organe au couple
thermoélectrique)
(K)
Piéces de contact dans I’air (contacts principaux, de commande et auxiliaires):
serv1ce mmterrompu ............................... 45
emrenivre—Tserviee-de-S-hrserviee tntermitteRt = 65
l ou service temporaire i
— en argent ou avec plaquettesd’argent . . . . . . .. ... TN b
— en tous autres métaux ou métaux frittés . . . . .. ... ... oL LA 2
Piécesde contactdansThuile . . . . .. ... ... ... .. .. . ... <\ N\ - ¢ 65

A\ .
Piéces métalliques formant ressort . . . . .. . ... ... ... &\ \ . 3)
N\

Piéces métalliques se trouvant en contact avec desisolants”. . . . .2\ 3¢+ -« N\ - - - - 4

Piéces en métal ou en matiére isolante en contact aﬁ\w / /\\ \ ........ 65
Bornes de raccordement a des conne<<\ns c@é{res 1Qees \ U )\/ ........ 709

Organes de commande mancuvres 4
— pitcesenmeétal . . . .. ... .. C e ; 15
— piéces en matiére/isnlante .............. . 25

Composants electro}ikmeN .............. 7

bligatiohdé hoccasionner aucun dommage aux piéces voisines.
étarx employés, et limité par I'obligation de n’occasionfer aucun

b lelte ule ent par
tteindre upe valeur telle que l’élasticité du matériau soit diminuée. Pouf le cuivre

est une valeur basée sur I'essai conventionnel du paragraphe §2.2.2. Un
dans des conditions correspondant 4 celles d’une installation réelle peuf avoir des
le type,fa nature et la disposition sont différents de ceux adoptés pour I'essai; fine limite

5 de la C El: Regles de secunte pour les apparells électroniques et apparells associes a usage

7.3.3  Circuit principal
Voir Publication 158-1 de la CEL

7.3.4 Composants électroniques du circuit principal et des circuits de commande

Le circuit principal étant parcouru par du courant, en service de 8 h aussi bien qu’a I’état
bloqué, les températures des surfaces des composants électroniques ne doivent pas excéder en
régime continu et a la fréquence assignée, s’il y a lieu, les valeurs limites résultant du tableau I'V.

Note. — Le paragraphe 7.3.4 de la Publication 158-1 de la CEI s’applique au dispositif électromagnétique des
contacteurs hybrides. '
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TaBLE IV

Temperature-rise limits for the various materials and parts

Temperature-
rise

) limit

Type of material (measured

Description of part by
thermocouple)

(K)

Contact parts in air (main, control and auxiliary contacts):

{ uninterrupted duty . . . ... L. ..o e e 45
— copper L eight-hous; intermittent,ortemporary duty 65

—|silver orsitver-faced . . . . ... ... ... e e e e e e e e e e e A

—|all other metals orsintered metals . . . . . . .. . ... oo N - y
Contactparts inoil . . . . ... ... (\ 65
Bare conductors including non-insulated coils. . . . . .. ... ... .. (\\\\ \')

- N )
Mg¢tallic parts acting assprings . . . . . . .« .« ..ol J.

- INVE
Mgtallic parts in contact with insulating materials . . . . . . .. /\\ AN 4

Pafts of metal or of insulating material in contact with 011 .................. 65

Tefminals for external insulated connecttonﬁ .\ < < (\ U ...... b. . 709

Mjnual operating means:
—|partsof metal . .. ........... ce 15
—{| parts of insulating materi}k 25

W)
El¢ctronic components_ . \ ............................. 7
~_"

sm any damage to adjacent parts.
¢ metals used and limited by the necessity of not causmg any

reach.a vajlue such that the elasucxty of the material i is impaired. For pyre

alue based on the conventional test of Sub-clause 8.2.2.2. A contacjor
onditions may have connections the type, nature and disposition of which
it

a
S
h=}
-
[ed
o,
oy
=
=
[¢]
-
[y
17
-+
8
2
&
(17
=
-
-
[}
3
o
[¢]
=
=8
=
=
[¢]
=
I
(1]
[«]
=
a
2
=
8
w
3
o
[
-
0o
@
=N
(=1
»n
=]
et

7.3.3 Main circuit

See IEC Publication 158-1.

7.3.4 Electronic components in main and control circuits

With current flowing through the main circuit according to the 8 h duty as well as in the off-
state, the surface temperatures of electronic components shall not exceed under continuous load
and at rated frequency, if applicable, the limiting values referred to in Table IV.

Note. — Sub—ciause 7.3.4 of IEC Publication 158-1 applies to the electromagnetic device of hybrid contactors.
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7.3.5 Circuits auxiliaires

Voir Publication 158-1dela CEL

7.4 Qualités diélectriques
Voir Publication 158-1 dela CEL

Note. — 1l est recommandé de court-circuiter les semi-conducteurs durant Iessai pour éviter de les endommager.
Les tensions entre phase et charge sont limitées aux valeurs assignées pour les semi-conducteurs.

7.5 Limites de fonctionnement

Sauf indication contraire, les contacteurs a semi-conducteurs doivent fonctionner pour toute
tension d’alimentation de commande comprise entre 85% et 110% de sa valeur assignée U pour
e temperature de I'air ambiant COMPTISe entre —5 -C et +40~°C¢es Imyites s'gppliquent au

courant continu ou au courant alternatif, suivant le cas.

Le contacteur a semi-conducteurs ne doit pas fonctionner imentation de

commande inférieures a 30% de la tension d’alimentation de !
§

Les valeurs spécifiées ci-dessus sont applicables o < mande des
contacteurs & semi-conducteurs est froid ou a toute ¢ 1t e a la valeur
maximale atteinte dans les conditions de service 3 &es, aux ténsions maximaled assignées du
circuit principal et du circuit de commande.

-conducteurs

Les limites de fonctionnement des parti
hre aCEL

g) la verlﬁcatxon de Paptitude a supporter les courants de surcharge (voir paragraphe 8.2.8);
h) la vérification de I'aptitude a supporter les influences électriques externes (voir para-
graphe 8.2.9).

8.1.2  Essais individuels
Voir Publication 158-1 dela CEL

8.1.3  Essais spéciaux
Ce sont des essais faisant I'objet d’accords entre le constructeur et Putilisateur.

Ils peuvent comporter la vérification de ’endurance (voir paragraphe 8.4.1).
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7.3.5 Auxiliary circuits
See I EC Publication 158-1.

7.4  Dielectric properties

See IEC Publication 158-1.

Note. — The semiconductors should be short-circuited during the test to prevent damage.
Line-to-load voltages are limited to the ratings specified for the semiconductors.

7.5 Limiting values of operation

Unless otherwise stated, semiconductor contactors shall operate with any control supply
voltage between 85% and 110% of its rated value U at an ambient air temperature between

ePal 3 . 4N o~ 1 Liam ik ) PP | tha cgea maoss o
- CHAIIO =20 O TIIOOUTIHITIS " a PPTY TURL U UT LGS HIL AU y—OTs

The semiconductor contactor shall not operate at control supply 30% of
thq rated control supply voltage U..
These values specified above are applicable when the contr is cold

or [at any temperature up to the maximum attained under the rated es, \a imuin rated
mdin and control circuit voltages.

-

[he limiting values of operation of the mechanica iconductor cdntactor

(seg note of Sub-clause 2.1.6) are given in IE

8. Testd
$ee IEC Publication 158-1.

8.1 Venjfication of the charas ontactors

$ee IEC Public:

8.1.1 Type tests

f) | (vacant);
g) | vetification of ability to withstand overload currents (see Sub-clause 8.2.8);
h) verification of ability to withstand external electrical influences (see Sub-clause 8.2.9).

8.1.2 Routine tests

See IEC Publication 158-1.

8.1.3 Special tests
These are tests subjected to agreement between manufacturer and user.

They may include the verification of endurance (see Sub-clause 8.4.1).
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8.2  Essais de type
8.2.1 Généralités

Voir Publication 158-1 dela CEIL

8.2.2 Vérification des limites d’échauffement

8.2.2.1 Température de I'air ambiant

Voir Publication 158-1B de [a CEL

8.2.2.2 Essais d’échauffement du circuit principal

158-2 © CEIT 1982

courant d’essai), 2 modifier comme suit:

«Dans le cas d’'un contacteur a semi-conducteurs multipo
courant ayant le méme nombre de phases que le contacié
dans les conditions normales d’emploi. »

8123 Essaisd ’échaujfement des circuits de commangde

1.2, “Echauffement d'un organe

Voir Publication 158-1B de la CEI, & I’exception du point b)

teS)les valeurs du

reliés comme

s indiquées au paragraphe

leur tension assignég aussi bien a

bien dans le

ajuge pour que
ion est remplie

4CEL

Voir Publication 158-1 dela CEI

8.2.2.7 Corrections
Voir Publication 158-1 dela CEL

8.2.3 Vérification des qualités diélectriques

8.2.3.1 Etat du contacteur pour les essais

Voir Publication 158-1dela CEL
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8.2  Type tests

8.2.1 General
See 1 EC Publication 158-1.

8.2.2 Verification of temperature-rise limits

8.2.2.1 Ambient air temperature

See I EC Publication 158-1B.

8.2.2.2 Temperature-rise tests of the main circuit

amlended as follows:

haying the same number of phases as the contactor, all pole:
service conditions.”

8.2.2.3 |Temperature-rise tests of control circuits

thq specified kind of supply current and at thei
offfstate.

Che temperature shall be measured
ricuit and the control circuits.

-

C

L_‘ontrol circuits shall
state value. In practice
hour.

.~ At the end of the s
not exceed ‘@ fues specified in

8.2.24

8.2.2.5

8.2.2.6 |Temperature ¥ise of a part

‘In the case of a multipole semiconductor contactor, the test i

$ee IEC Publication 158-1B, except Item b) (for all values of test curfrent), which s to be

urrent
normal

3|4, with

in the

e main

steady-
K per

ts shall

See I EC Publication 158-1.

8.2.2.7 Corrections
See 1 EC Publication 158-1.

8.2.3 Verification of dielectric properties

8.2.3.1 Condition of the contactor for tests

See I EC Publication 158-1.
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8.2.3.2 Application de la tension d’essai

Note. — En ce qui concerne les modalités d’application, on trouvera des indications dans la Publication 60-2 de la
CEI: Techniques des essais & haute tension, Deuxiéme partic: Modalités d’essais, en particulier au
paragraphe 5.1: Essais de tension de tenue assignée, dont le premier alinéa est rédigé comme suit:

«La tension devra étre appliquée a 'objet en essai a partir d’une valeur suffisamment basse pour éviter tout
effet de surtension dii aux phénoménes transitoires d’enclenchement. Elle devra croitre assez lentement pour
permettre une lecture précise des instruments, mais sans qu’il en résulte pour autant une prolongation inutile
de la contrainte de 'objet en essai au voisinage de la tension d’essai. Ces spécifications sont généralement
remplies lorsque la rapidité de montée en tension au-dessus de 75% de sa valeur finale estimée est d’environ
2% de cette valeur par seconde. Elle devra étre maintenue pendant le temps spécifié puis diminuée. Les
exigences de P’essai sont en général satisfaites si aucune décharge disruptive ne se produit sur I'objet en essai. »

8.2.3.2a) Circuit principal

Pour ces' essais, tout circuit de commande et tout circuit auxiliaire qui ne sont pas norma-
lement reliés au circuit principal doivent étre raccordés au bati. (La tension-dessai doit étre
appliquée pendant 1 min dans les conditions suivantes:

1) entre toutes les parties sous tension de tous les pdles et le bati du

contacteur;
2) entre chacun des poles et tous les autres poles réunis

82.3.2b) Circuits de commande et circuits auxiliaires

Voir Publication 158-1 dela CEI

Note. — La connexion & la terre des circuits d aridg itcuits auxiliaires peut étre sppprimée pendant
Pessai.

82.3.3 Valeur de la tension d'essai

A l’étude.

oo
N
N
5
®
)
=
S
=~
S

2.4.1 Geénéralites

0

‘un contacteur

plle du courant
bnt essayés en
par la présente

nettre d’accord sur

a‘Catégorie d’emploi la plus représentative des applications prévues.

8.2.4.2  Etat du contacteur pour les essais

Le contacteur en essai doit étre monté complet sur son propre support ou sur un support
équivalent. Un contacteur prévu pour étre placé dans une enveloppe doit étre essayé dans le
méme type d’enveloppe que celle dans laquelle il sera installé.

Les connexions de raccordement au circuit principal doivent étre semblables a celles qui sont
destinées a étre utilisées quand le contacteur sera en service. En cas de nécessité, ou pour des
raisons de commodité, les circuits de commande et auxiliaires peuvent étre alimentés par une
source indépendante. Une telle source doit fournir la méme nature de courant et la méme
tension que celles qui sont spécifiées pour les conditions dutilisation.
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8.2.3.2 Application of the test voltage

Note. — Concerning the procedure to be followed, guidance will be found in TEC Publication 60-2: High-voltage Test
Techniques, Part 2: Test Procedures and, in particular, in Sub-clause 5.1: Rated withstand voltage tests, the

first paragraph of which reads as follows:

“The voltage should be applied to the test object starting at a value sufficiently low to prevent any effect of
overvoltage due to switching transients. It should be raised sufficiently slowly to permit accurate reading of
the instruments, but not so slowly as to cause unnecessary prolongation of stressing of the test object near to
the test voltage. These requirements are in general met if the rate of rise above 75% of the estimated final
voltage is about 2% per second of this voltage. It should be maintained for the specified time and then
reduced. The requirements of the test are generally satisfied if no disruptive discharge occurs on the test

object.”

8.2.3.2a) Main circuit

For these tests, any control and auxiliary circuits which are not normally connected to the

=3

ain circuit shall be connected to the frame. The test voltage shall be/app
follows:

s

between all live parts of all poles connected together and the fras
2) between each pole and all the other poles connected to the

8.2.3.2) Control and auxiliary circuits
See IEC Publication 158-1.

Mote. — A connection of control and auxiliary circuits to

8.2.3.3 | Value of the test voltage

Under consideration.

824
8.2.4.1 | General

The tests ofthe making and breaking capacities of a conti
ifftended to vert i$ capable of making and breaking the currents
Thble I1.

min as

\ctor are

stated in

ified. In
pe-phase

ent on 'the

8.2.4.2 Condition of the contactor for tests

The contactor under test shall be mounted on its own support or on an equivalent support. A
contactor intended to be enclosed shall be tested in the same type of enclosure as that in which

it will be installed.

The connections to the main circuit shall be similar to those intended to be used when the
contactor is in service. If -necessary, or for convenience, the control and auxiliary circuits may
be supplied by an independent source. Such a source shall deliver the same kind of current and

the same voltage as those specified for service conditions.
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Immeédiatement avant I’essai, le contacteur doit étre conditionné en étant parcouru par son
courant d’emploi assigné, a la température ambiante maximale, jusqu’a ce que I’équilibre
thermique soit atteint.

8.2.43  Circuit d'essai pour la vérification des pouvoirs de fermeture et de coupure assignés

Voir Publication 158-1dela CEI

8.2.44 Procédure d'essai
Le courant a obtenir pendant I’essai doit étre celui qui est indiqué au tableau II pour la
catégorie d’emploi considérée.

L’essai est effectué avec une température initiale du contacteur a semi-conducteurs égale a la
température maximale de l'atr ambiant (voir paragraphe 7.5) £2 C et & [10%]de la tension
d’alimentation de commande assignée.

Le nombre de cycles de manceuvres a effectuer est de 50.

L’intervalle de temps entre une manceuvre d’ouvertugé €Nla meture qui la
suit immédiatement doit étre 10 = I s.

Note. — Pour les contacteurs importants, I'intervalle de temps ut étre augmenté

par accord entre le constructeur et utilisateur.

spondant a la

A la suite de$ essai eCtué t de coupure

Enﬁlﬁ? S R bloqué ne doit pas excéder la valeur maximale indiquée
(voir a

y 1x conditions
dutilisation” (3 Pair libre, muni de divers types d’enveloppes, etc.), les essais| n’ont a é&tre
effectués que pour une forme précisée par le constructeur. Les détails du type et d¢ I'installation
doivent figurer dans le compte rendu d’essai.

On doit vérifier que le contacteur fonctionne de fagon satisfaisante dans les limites de tension
et de température spécifiées au paragraphe 7.5.

8.2.7 (Disponible)

8.2.8 Vérification de l'aptitude a supporter les courants de surcharge

A Pétude.
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Immediately prior to the test, the contactor shall be conditioned by passing through it the
rated operational current until thermal equilibrium is reached, at the maximum ambient
temperature. ‘

8.2.4.3 Test circuit for verification of rated making and breaking capacities

See I EC Publication 158-1.

8.2.44 Test procedure

The current to be obtained during the test shall be as given in Table II for the appropriate
utilization category.

The test shall be made with the initial temperature of the semiconductor contactor within

+2 PC of the maximum ambient air temperature (see Sub-clause 7.5) and

con
T

T}
folld

Note.

T

class of intermittent duty with a maximum of 0.5

11 o1 theg

ol supply voltage.
e number of operating cycles to be performed is 50.

he time interval between a breaking operation and the 1
wing it shall be 10 + 1s.

— For large contactors, the maximum time interval .of 10s specifie g_may be incrgased by agi
between manufacturer and user.

he duration of the test current shall be 50% of the time of: orresponding

rated

liately

eement

to the

8.2.4.5 - (Vacant)
8.24.6 ({ondition of the contactor after ma
Alfter tests within h the
spedified number of operatin shall be capable of operating within the
limifs specified in S
thermo e (see
Clause 5, Item
8.2.5 (Vacant)
8.2.6 Vep
When 2 (open
typd, vatiols types Of enclosure, etc.), the tests need only be carried out on one form stated by
the nanufacturer. The details of type and installation shall form part of the test report.

It shall be verified that the contactor operates satisfactorily within the voltage and
temperature limits specified in Sub-clause 7.5.

8.2.7 (Vacant)

8.2.8 Verification of ability to withstand overload currents

Under consideration.
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8.2.9 Vérification de I'aptitude a supporter les influences électriques extérieures

8.29.1

Note. — Tous les essais définis dans ce paragraphe bénéficient de plusieurs années d’expérience; ils se sont révélés
susceptibles d’assurer le fonctionnement adéquat des dispositifs a semi-conducteurs.

Différents organes techniques de la CET étudient les progres de leur évolution; il sera tenu
compte du résultat de ces travaux a un stade ultérieur.

Généralités
Les essais doivent étre efféctués a une température de I’air ambiant de 440 °C et aux valeurs
assignées de tension d’alimentation de commande et de tension d’emploi du circuit principal.

Deux types de simulation d’influences électriques externes doivent étre insérés dans le circuit du
contacteur a semi-conducteurs, comme Iindiquent les circuits d’essais décrits au para-

graphe 8.2.9.3.

¢électriques.

L’essai n° 2 représente des influences extérieures
qu’au circuit principal. Cette perturbation d’une Iig
manceuvre ou d’un choc de foudre.

]

02.9.2 Dispositif et circuits d’essais

82.9.2a) Essain° 1: Essai de tenue ansits
Voir I’annexe F pour le dispositif et lésc d’essais.
812.9.2b) Essain°® 2; sions

L exemple, gvec le dispositif d’essai montré & la figy

intervalle entre deux surtensions transitoires n’est pas synchronisé avec la
ligne dé'maniére que, pendant la durée de 1 min de I’essai, il existe des surtensig

res. Une telle
de contacts

n’est appliqué
d’un choc de

re 6, page 60.

5 le contacteur
fois la tension

par rapport a

ur:

tension de la
ns transitoires

en chaaue point de 1a courbe relative & cette période (voir figure 6). Il ne doit se

roduire aucun

défaut de fonctionnement soit lorsqu’on passe en position « MARCHE », soit lorsqu’on passe

en position « ARRET » pendant I’essai.

8.2.9.3 Modalités d’essai

8.2.9.3a) Essain® I: Essai de tenue aux parasites transitoires

L’essai doit étre effectué avec le dispositif d’essai décrit & I'annexe F. Les fils du dispositif de
raccordement des cibles qui sont utilisés pour insérer le bruit électrique dans le contacteur a

semi-conducteurs sont déterminés par I’essai d’étalonnage décrit a I'annexe F.
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8.2.9 Verification of ability to withstand external electrical influences

Note. — All tests defined in this sub-clause have been experienced for several years: they have shown that they are
adequate for ensuring appropriate operation of semiconductor devices.

Further development is dealt with in different technical bodies of the EC; the result of such
work will be taken into account at a later stage.

8.2.9.1 General

The tests shall be performed at an ambient air temperature of +40 °C and at the rated values
of control supply voltage and main circuit operational voltage. Two types of simulated external
electrical influences shall be coupled into the circuit of the semiconductor contactor in
accordance with test circuits described in Sub-clause 8.2.9.3.

Test 1 simulates external influences due to showering arcs. This j i hich is
cafised by interruption of inductive circuits by electrical contacts.
Test 2 simulates external influences due to surge voltage.and i 1 in| circuit

bes.

8.2.9.2 |Test apparatus and circuits

8.29.2a) Test 1: Showering arc test

For test apparatus and circuits, see

8.2.9.2b)| Test 2: Surge volta
pe 61.

A transient’surge ntactor.
The amplit nd the
frequency of the

vith the
following operatin
a)
b)

he line
voltage,.in orderthat, during the test duration of I min, transients be set at about each point of
thq whole period (see Figure 6). There shall be no malfunction either to turn “ON”[Lr turn
“OFF” when subjected to the test.

8.2.9.3 Test procedures

8.2.9.3a) Test 1: Showering arc fest

The test is to be conducted with the test apparatus described in Appendix F. The wires in the
cable assembly which are used to couple the electrical noise into the semiconductor contactor
are determined by the calibration test described in Appendix F. '
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L’insertion dans le circuit du contacteur a semi-conducteurs est effectuée en trois essais
séparés: dans le circuit de puissance représenté sur la figure 3, page 54, dans le circuit d’entrée
de commande représenté sur la figure 4, page 56, et, en cas d’utilisation d’une tension de
commande séparée, dans le circuit représenté sur la figure 5, page 58.

Le contacteur a semi-conducteurs doit étre relié & sa source de tension assignée au moyen
d’une résistance de charge de valeur telle que le courant de charge soit de 1 A lorsque le
contacteur est dans I’état passant. Les dispositifs indicateurs sont reliés aux bornes de cette

résistance de charge.

Pour Dessai ci-dessus, le générateur de bruit doit &tre muni d’'un éclateur qui produit une
tension transitoire de sortie du générateur d’essai égale a 2000 V (voir annexe F, figures F1 et

F4, pages 74 et 78).

Pendant 'essai, le contacteur a4 semi-conducteurs doit passer
fois de I’état passant a I’état bloqué.

Il ne doit se produire aucun défaut de fonctionnement s
«MARCHE », soit quand on passe en position « ARRE
durée minimale de I’essai doit étre de 10 s.

.2.9.3b) Essain® 2: Essai de tenue aux surtension)

fd’essar -@ chésomme dans la figurs
2. séméfateur de surtensions

is ci-dessus, le générateur de surtensions transitoires doit §
teur réglable pour produire des ondes parasites transitoires do
4 fois la tension de créte de la ligne. '

Les essais ci-dessus doivent étre effectués successivement avec le contacteur a 1

au moins dix

2 en position
indicateur. La

e 6, page 60, et
ransitoires est
du contacteur
ransformateur

illoscope V au
dans le circuit

hée au moyen
A lorsque le
résistance de

tre réglé par
nt amplitude

état passant et

8.3
8.3.1

a I’état bloqué et pour chacune des deux positions de I'interrupteur de polarité. Il ne doit se
produire aucun défaut de fonctionnement soit quand on passe en position « MARCHE» soit
quand on passe en position « ARRET» durant I'application des surtensions transitoires de
chaque polarité comme I'indique le dispositif indicateur. La durée minimale de chaque essai
doit étre de 1 min.

Essais individuels
Généralités

Voir Publication 158-1 dela CEIl.
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The coupling into the circuit of the semiconductor contactor is made in three separate tests,
the power circuit shown in Figure 3, page 55, the control input circuit shown in Figure 4,
page 57, and, where a separate control voltage is used, in the circuit shown in Figure 5, page 59.

The semiconductor contactor shall be connected to its rated voltage source through a load
resistor of a value to provide 1 A load current when the contactor is in the on-state. Indicating
means shall be connected across the load resistor.

For the above test, the noise generator shall be set by means of the spark gap to provide a test
generator output transient voltage of 2 000 V (Appendix F, Figures F1 and F4, pages 75 and 79).

uring the test, the semiconductor contactor shail be operated succe n-state

and off-state at regular intervals, at least ten times.

ere shall be no malfunction either to turn “ON” or to turn by the

indicator. The minimum duration of the test shall be 10 s.

8.2.9.3b) | Test 2: Surge voltage test

1, and
to the
ircuit at
1 and

robe P

circuit

a load
icating

dformer

¢labove tests shall be made with the contactor successively in the on-state and the dff-state
and at both positions of the polarity switch. There shall be no malfunction either to turn “ON”
or turn “OFF” when subject to transients of either polarity as indicated by the indicator.
Duration of each test shall be 1 min minimum.

8.3 Routine tests

83.1 General
See I EC Publication 158-1.
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En ce qui concerne les contacteurs 4 semi-conducteurs, des essais sont effectués pour vérifier

le fonctionnement dans les limites spécifiées au paragraphe 7.5, avec un courant
a sa valeur minimale (voir paragraphe 2.1.27).

Essais diélectriques

Les essais doivent étre effectués sur des contacteurs a I’état propre et sec.

de charge égal

La valeur de la tension d’essai doit étre conforme aux prescriptions du paragraphe 8.2.3.3.

La durée de chaque essai peut étre réduite a 1 s.

La tension d’essai doit étre appliquée dans les conditions suivantes:

4.1

a) entre les poles, les bornes de chaque pdle étant reliées entre el

Essais spéciaux

Vériﬁcation de l'endurance

eur et I'utilisateur) en rai
ce, amsx que du prix de

sont indiqués au tableau IIT (¥
des réactances et des résistan

Ko
paragrap,

entre elles;

raphe 8.2.3.2b).

des essais spéciaux
on de la difficulté
evient élevé de ces
&,|le constructeur soit
ci-dessous.

oir paragraphe
bes telles qu’on
et de constante

La vitesse de

ur doit tépondre aux conditions de fonctionnemeg;t spécifiées au

aphe 8.2.3.3.
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83.2

8.3.3

8.4
8.4.1

Operating tests

For semiconductor contactors, tests are carried out to verify operation within the limits
specified in Sub-clause 7.5, with a load current equal to its minimum value (see Sub-clause

2.1.27).

Dielectric tests
The tests shall be carried out on dry and clean contactors.
The value of the test voltage shall be in accordance with Sub-clause 8.2.3.3.
The duration of each test may be reduced to 1 s.

The test voltage shall be applied as follows:

a) | between poles with the terminals of each pole connected together;
b) | between poles and the frame of the contactor with the terminalg<of ea
together;
¢) | to the control and auxiliary circuits, as mentioned in Sub-clayse

Special tests

Werification of endurance

cirpuit shall comprise inductors and

acgordance with Appendix

an{ withstan

oleNcomnected

between
types of
ties, the

'he test
dlues of

cufrent, voltage érfactor—a img e test circuit shall be arranged in

ET.

After the éi(} ' e operating conditions specified in Sub-clauge 8.2.6,
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Source de tension
assignée du contacteur

TP

v

Eclateur

_ [
Bornes repérées suivant | ° I © I °© l © I/N /\I

I'essai de I'annexe F '\ \
e NN

- [,
Générateur
" de bruit

° ]

Entrée
e command

Q Sal’ ?°

N ——
Source de tension
de commande 52282
R, = résistance dimensionnée ajustant le courant de chargea 1 A
R, = résistance de protection de la lampe au néon
L = indicateur v
C condensateur en céramique 68 = 20% pF 1 kV

Note. — At

Contacteur Sortie

I

FiG. 3. — Essai de tenue du circuit de sortie aux parasites transitoires.
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Contactor rated
voltage source

£ ||

g

v

Spark gap

Terminal numbers

as determined i
by test in Appendix F g

©

Noise
generator

< NG
iaput ctor Mput
_Q\ ?°

9, .

———
Control voltage
supply 522082

resistance and power rating to allow 1 A load current
neon lamp protecting resistor

L indicator

C = 68 +20% pF ! kV ceramic capacitor

2

AL Poossisd e H ®) AN £ 2 el -
Ivores T TOVIAC e O ITa M g T aCCOTAaanCC Wt T AT aciuret s spTCITCattonns:,

FI1G. 3. — Showering arc test on output circuit.
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— 56 —
Entrée
de commande
v
Eclateur Ensemble
de raccordement
de cables
Bornes repérées Ia l I P I o | I I

suivant |‘essai
de I'annexe F

lolelelel [ |

Source'd
ssignée

e tension
du contacteur

—

O~
Générateur
de bruit

o- » {
Q> ;
‘)\/' Contacteur
Source de tension
de commande

= résistance dimensionnée ajustant le courant de chargea | A
résistance de protection de la lampe au néon

indicateur

C = condensateur en céramique 68 + 20% pF 1 kV

mo®
o

52382

FIG. 4. — Essai de tenue du circuit d’entrée de commande aux parasites transitoires.
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Control input
g,

Spark gap

t Coupling cable

assembly

.
Terminal numbers

as determined ,olololol I 4]
by test in <
Appendix F

lelelelol | |

g4

Noise

o

nerator
O-

%\)

<\
N > 7

ntastor ted
voltage source

-

e
9,

—————
Control voltage
supply

= resistance and power rating to allow 1 A load current
neon lamp protecting resistor

indicator

68 + 20% pF 1 kV ceramic capacitor

I

2
L

C

Nate — Provide grounding in accordance with manufacturer’s specifications. |

FiG. 4. — Showering arc test on control input circuit.

523/82
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Alimentation
tension de commande
A gt

Ensemble

t de raccordement
de cébles

Eclateur

Bornes repérées E,J o] Py ] & I I |

suivant |'essai
lelelelol | |

de I'annexe F

Sourge d¢ tension
ignée du contacteur

\ ~—

[«

Générateur

de bruit -
©

Entrée
524/82
dnce de protection de la lampe au néon
indicateur
condensateur en céramique 68 + 20% pF 1 kV
. — Effectuer la mise a la terre suivant les indications du constructeur.
transitoires.
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Spark gap

— 59 —

Control voltage
supply

—

,t Coupling cable

assembly

Terminal numbers
as determined

by test in
Appendix F

o

[1e]ef®] |

|

lelelelol |

1

Noise
generator

o

|||_.

NN
(e

Contactor
itage sol

0\50

ontactor

jirce

L.

e\

68 A 20% pF 1 kV ceramic capacitor

ovide grounding in accordance with manufacturer’s specifications.

. 5. — Showering arc test on control voltage supply.

rated

524/82
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NL Alimentation
tension de
commande
Ligne 1 Charge 1 R1o <!> &
-0 R _ | p— | 0 o
Source de tension | Générateur ,
assignée du de surtensions Sortie Contacteur Entrée
contacteur transitoires v ' de commande
‘ 0" o5 ) o
Ligne 2 9 Q Charge 2
525/82
VAR 1 VAR 2
VAR
Sz -L
Source auxiliaire
de courant alternatif
| et e
Ry = aqt le co dechargeal A
Ry = pe au néon

NL
C
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Control
voltage
supply

& o

Line 1 Load 1
—O 0 oo I
Contactor rated Transient P .
voltage source generator Output Contactor Control input
- A o L —
Line 2 ? ? Load 2
525/82
VAR 1 VAR 2

resistance and

pQwer rating
iStQr

G~ Surge.voltage test on output circuit.
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TR

t o

— 62 —
0-600V
_— tension d’alimentation
I de la charge
l C1 C2 C3 C4 5
e
é
N 1 L1 L1 | Vs
N N N N
D, Dy Dj D4 Dg
—{ b ona | | g | g | o
R R, Rj3 R4 Rs

o—"-

I
|
I
!
—J> Ligne 2

Cylacs

D|a Ds
R;[a Rs
Ry R/

Charge 1

T T T |

o

condensateur a
redresseur au si

Chafge 2

526/82

vert — six cycles



https://iecnorm.com/api/?name=c687eb2a7188ef90fb4c56ad39268487

158-2 © TEC 1982 : — 63 —

Line 1

L 0-600 V load .

= supply voltage o l'

!

| C, c, Ca : »

I | f TR |

' | I

é -0~ J’t Line 2

N

Csy Cs
i Ii
il It
lA lA 1A 1A
N N
D, Dg Dsg

O S R S S R
Ry R, Rs Ra Rs

I~ 1P

Load 1

transformer 300 VA to 500 V primary,
ceramic capacitor 0.0047 uF, 500 V d.¢
oil-filled capacitor 8.0 uF, 440 V a.c.
silicon rectifier 0.5 A
330 k€2, 1 W resistor
500 Q, 135 W wirewound resistor
100k, 1 W res|

35Q, 10 W wir
air cor
DPDT swite

(I T (I

Elegtrical transient generator schematic diagram and parts list.

526/82

minimum,
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ANNEXE A

INDICATIONS A FOURNIR PAR L'UTILISATEUR QUAND LES CONDITIONS
DE FONCTIONNEMENT EN SERVICE DIFFERENT DES CONDITIONS NORMALES

Voir Publication 158-1 de la CEL

ANNEXE B

DISTANCES D’ISOLEMENT ET LIGNES UL

POUR LES CONTACTEURS A BASK

(A étude)

CTION

ANNEXE D

ENTIONNEL D’ESSAI POUR LA VERIFICATION DES PPDUVOIRS
ERMETURE ET DE COUPURE ASSIGNES DES CONTACTEURS

Voir_Publication 158-1 de la CEL
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See 1

APPENDIX A

INFORMATION TO BE GIVEN BY THE USER WHEN CONDITIONS
FOR OPERATION IN SERVICE DIFFER FROM THE STANDARD

E C Publication 158-1.

CLE

PR(

CONK

See ]

APPENDIX B

ARANCES AND CREEPAGE DISTANCES FOR LOW-VO G C

(Under consideration)

RCUIT PROTECTIVE DEV

APPENDIX D

BST CIRCUIT FOR THE VERIFICATION OF RATED MAK
REAKING CAPACITIES OF CONTACTORS

EC\Publicatie

RS

ICE

ING
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METHODE DE PRESENTATION D’UN DIAGRAMME DE CHARGE

(Voir paragraphe 4.3.4.3)

L’échauffement d’un contacteur a seml -conducteurs en serv1ce 1nterm1ttent depend du courant

aipisi que
exploiter, 'utilisation de dlagrammes de charge est un moyen convend|

o

droites sont basees sur des approximations, pour des raisons d
les durées les plus faibles.

Les valeurs assignées pour la charge peuvent égaleme
leg paramétres d’influence.

En supposant que les valeurs de la figure E

Npte. — Le diagramme décrit ainsi que le coyrant thermique agsignesont valables pour une certaine valeur,

by
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3
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Une charged
phssage dua

r—» L—tz

|eatt—— 13 o

nements faciles

aux spécifiant

nt le courant
lisation de ce

dela température

de 'air ambiant (+35 °C dans I'exemple dohgé)\Si ¢St utilisé 4 une autre température de 1"air ambiant,

c une durée de
n (’

528/82

Réponse: On utilisera la partie droite du diagramme qui donne la relation entre /. (en
durée de passage du courant (courbes inclinées) et n (en abscisses).

Pour la valeur I, = 5,5 A, le diégramme (traits interrompus) donne:

n = 1200 cycles de manceuvre/heure

ordonnées), la

Note. — Tout autre cas de charge est acceptable s'il correspond a une durée de passage du courant n’excédant pas 1s, &

I.<5,5 A etfou da n < | 200 cycles de manceuvre/heure.


https://iecnorm.com/api/?name=c687eb2a7188ef90fb4c56ad39268487

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

